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to a method for assessing inhomogeneous deformations 
to a second plate (120). Said method includes a step of recording 

points being locally representative of the level of the 
plate passing through a plurality of the measurement points; 

to define a typical magnitude thereof; and a step of assessing 
to the typical magnitude. The invention further relates 

un procede d'evaluation de deformations inhomogenes 
moleculaire sur une deuxieme plaque (120). Ce 
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procede comprend une &tape de releve d'une pluralite de points de mesure, chacun des points de mesure etant representatif 
localement du niveau de la surface de la premiere plaque; une &tape de determination d'un profil de surface de la premiere plaque 
passant par une pluralite des points de mesures; une &tape de traitement du profil de surface de la premiere plaque pour en 
determiner une grandeur caracteristique; et une &tape d'evaluation d'un niveau de deformations inhomogenes dans la premiere 
plaque en fonction de la grandeur caracteristique. L'invention concern en outre un dispositif (147) permettant d'evaluer de telles 
deformations inhomogenes. 


